
ゲート（41）の遅延時間測定

（D）各NOT回路（42）の遅延時間を測定する。

◆参考図

◆参考図の説明

開発した遅延測定回路の構成図

4:遅延測定回路、41:NAND回路、42:NOT回路、43:カ

ウンタ回路、441:セレクタ回路、442:フリップフロップ

回路

◆応用製品・用途

半導体集積回路

◆従来技術に対するメリット

半導体集積回路の信号の伝播時間の遅延を高精度

に測定することができ、不良製品を適切に見つける

ことができる。

◆関連業種

半導体メーカー

◆日本標準産業分類中分類

電子部品・デバイス・電子回路製造業（２８）

◆研究背景と研究の狙い

半導体集積回路において、トランジスタと配線の加

工のばらつきにより不良品が発生することがあり、

不良品を発見するために遅延測定回路を設ける技

術がある。しかし、遅延測定回路自体も製造ばらつ

きの影響でその測定自体に誤差が生じ、正確に不

良品を識別できない場合があった。

◆ 研究概要

遅延測定回路を、参考図の構成とする。以下の手順

で、遅延測定回路の較正を行う。

(A)ディレイライン（4）全体の遅延時間測定

(B)NANDゲート（41）のバイアス電圧と遅延時間の関

係を求める。

(C)バイアス電圧を加えない場合におけるNAND

●何に使えるのか

●誰が使うのか

●関連する知的財産権

●ステーションからの企業様へのメッセージ
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本技術によれば、半導体製品の不良品の識別を高精度に行うことができ、製品の信頼性が向上します。本技術
の導入を目指す企業様のご連絡をお待ちしております。
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